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一种天线测量系统的转台

(57)摘要

本实用新型公开一种天线测量系统的转台，

包括使天线水平移动和转动的水平转台和设置

于水平转台上的角度转台；所述角度转台包括使

天线在垂直方向转动的滚动装置、与滚动装置一

端连接的俯仰转台及支撑滚动装置和俯仰转台

的支撑架，且支撑架的上端与俯仰转台连接；所

述水平转台包括具有滑轨的平动滑台；所述支撑

架的下端具有第一移动装置，所述第一移动装置

与平动滑台的滑轨相适应；本实用新型采用水平

转台和角度转台的相互配合，来实现被测天线在

检测过程时的精度。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 208766234 U

2019.04.19

CN
 2
08
76
62
34
 U



1.一种天线测量系统的转台，包括使天线水平移动和转动的水平转台(100)和设置于

水平转台(100)上的角度转台(200)；其特征在于，所述角度转台(200)包括使天线在垂直方

向转动的滚动装置(202)、与滚动装置(202)一端连接的俯仰转台(201)及支撑滚动装置

(202)和俯仰转台(201)的支撑架(203)、且支撑架(203)的上端与俯仰转台(201)连接；

所述水平转台包括具有第二移动装置平动滑台(101)；

所述支撑架(203)的下端具有第一移动装置(2031)，所述第一移动装置(2031)与平动

滑台(101)的第二移动装置相配合。

2.根据权利要求1所述的天线测量系统的转台，其特征在于，所述水平转台(100)还包

括底座(102)，所述平动滑台(101)设置于底座(102)上。

3.根据权利要求1所述的天线测量系统的转台，其特征在于，第一、第二移动装置包括

滑轨滑块、滑轨滑轮、齿条和丝杠。

4.根据权利要求1所述的天线测量系统的转台，其特征在于，支撑架(203)上具有升降

装置。

5.根据权利要求2所述的天线测量系统的转台，其特征在于，所述底座(102)具有使平

动滑台(101)水平方向转动的转动装置(1021)，所述平动滑台(101)设于转动装置(1021)

上。

6.根据权利要求1所述的天线测量系统的转台，其特征在于，所述天线测量系统的转台

还包括用于固定天线的夹具(300)，夹具(300)通过伸缩部件与滚动装置(202)的另一端连

接。

7.根据权利要求6所述的天线测量系统的转台，其特征在于，所述天线测量系统的转台

还包括激光跟踪仪或经纬仪，所述激光跟踪仪或经纬仪设置于所述角度转台(200)上。

8.根据权利要求7所述的天线测量系统的转台，其特征在于，所述激光跟踪仪或经纬仪

设置于所述夹具(300)上。

9.根据权利要求1所述的天线测量系统的转台，其特征在于，与所述平动滑台(101)同

一水平面具有另一线性滑轨，所述线性滑轨与所述平动滑台(101) 具有夹角a。

10.根据权利要求9所述的天线测量系统的转台，其特征在于，所述线性滑轨与所述平

动滑台(101)具有夹角a的选择范围为：00<a<1800。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 208766234 U

2



一种天线测量系统的转台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种天线测试领域，尤其涉及一种天线测量系统的转台。

背景技术

[0002] 目前市场上的转台设计只为上滚动，下方位转台，如果这种转台应用在天线测量

系统中，会有以下问题；当被测件的厚度不同时，天线测量系统的校准面与被测件的天线口

面不重合，系统的校准数据无法保证真实测量时的精度；被测件在安装时，在俯仰角度上，

无法决对安装被测件参考面至预期姿态；不方便测量高增益，窄波束的天线。

发明内容

[0003] 为了克服上述技术缺陷，本实用新型提出一种天线测量系统的转台，采用水平转

台和角度转台的相互配合，来实现被测天线在检测过程时的精度。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案实现：一种天线测量系统的转

台，包括使天线水平移动的水平转台和设置于水平转台上的角度转台；所述角度转台包括

使天线在垂直方向转动的滚动装置、与滚动装置一端连接的俯仰转台及支撑滚动装置和俯

仰转台的支撑架、且支撑架的上端与俯仰转台连接；所述水平转台包括具有第二移动装置

平动滑台；所述支撑架的下端具有第一移动装置，所述第一移动装置与平动滑台的第二移

动装置相配合。

[0005] 另外，根据本实用新型公开的一种天线测量系统的转台还具有如下附加技术特

征：

[0006] 进一步地，所述水平转台还包括底座，所述平动滑台设置于底座上。

[0007] 进一步地，第一、第二移动装置包括滑轨滑块、滑轨滑轮、齿条

[0008] 和丝杠。

[0009] 进一步地，支撑架上具有升降装置。

[0010] 进一步地，所述底座具有使平动滑台水平方向转动的转动装置，所述平动滑台设

于转动装置上。

[0011] 进一步地，所述天线测量系统的转台还包括用于固定天线的夹具，夹具通过伸缩

部件与滚动装置的另一端连接。

[0012] 进一步地，所述天线测量系统的转台还包括激光跟踪仪或经纬仪，所述激光跟踪

仪或经纬仪设置于所述角度转台上。

[0013] 优选地，所述激光跟踪仪或经纬仪设置于所述夹具上。

[0014] 进一步地，与所述平动滑台同一水平面具有另一线性滑轨，所述线性滑轨与所述

平动滑台具有夹角a。

[0015] 进一步地，所述线性滑轨与所述平动滑台具有夹角a的选择范围为：0°<a<180°。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型中的天线测量系统

的转台，支撑架的下端的第一移动装置与平动滑台的滑轨的想配合，可以解决不同厚度被
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测件测量的需求，当用标准增益喇叭天线校准系统的射频链路后，喇叭天线的口面即为系

统的射频链路校准面，为了保证系统测量的精度，需要被测件安装后的天线口面与校准喇

叭口面来调整水平方向的位置，通过激光标定位置即可调整。俯仰转台可以解决被测件天

线口面与校准喇叭口面平行一致，再用支撑架的下端的第一移动装置与平动滑台的滑轨移

动即可解决被测件的天线口面与校准喇叭的口面位置一致和平行一致。当系统在测量时，

先用底部的水平转台转动测量切面方向图，确认被测件水平方向的方向图的峰值点位置，

再通过俯仰转台测量垂直方向的方向图切面，通过系统找到垂直方向的方向图的峰值点，

通过二次查找峰值点，即可以找到被测件方向图的最大峰值点，再通过控制俯仰轴和水平

方位轴的角度，可以保证被测件的方向图的峰值点对准馈源来波。同时被测件测量时，也需

要调整被测件的要求物理点对准馈源来波，也可以配合激光光标，同时调整底部方位轴转

台和上俯仰轴转台，达到测量时要求的物理点对准馈源来波。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的天线测量系统的转台的一个实施例的示意图。

[0018] 图2是现有技术的示意图。

[0019] 图3是本实用新型的天线测量系统的转台的一个实施例的示意图。

[0020] 图4是本实用新型的天线测量系统的转台的一个实施例的示意图。

[0021] 其中，100为水平转台；101为平动滑台；102为底座；1021为转动装置；200为角度转

台；201为俯仰转台；202为滚动装置；203 为支撑架；2031为第一移动装置；300为夹具。

具体实施方式

[0022] 如图1、图3和图4所示，本实用新型采用如下技术方案实现：一种天线测量系统的

转台，包括使天线水平移动的水平转台100和设置于水平转台上的角度转台200；所述角度

转台200包括使天线在垂直方向转动的滚动装置202、与滚动装置一端连接的俯仰转台201

及支撑滚动装置和俯仰转台的支撑架203，且支撑架203的上端与俯仰转台201连接；所述水

平转台100包括具有滑轨的平动滑台101；所述支撑架203的下端具有第一移动装置2031，所

述第一移动装置与平动滑台101的滑轨相适应。

[0023] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型中的天线测量系统

的转台，支撑架203的下端的第一移动装置2031与平动滑台201的滑轨的相配合，可以解决

不同厚度被测件测量的需求，当用标准增益喇叭天线校准系统的射频链路后，喇叭天线的

口面即为系统的射频链路校准面，为了保证系统测量的精度，需要被测件安装后的天线口

面与校准喇叭时的口面一致，则用支撑架201的下端的第一移动装置2031与平动滑台101的

滑轨即可以来调整水平方向的位置，通过激光标定位置即可调整。俯仰转台可以解决被测

件天线口面与校准喇叭口面平行一致，当系统在测量时，先用底部的水平转台确认被测件

水平方向的方向图切面的峰值点对准馈源来波，再通过俯仰转台测量垂直方向的方向图切

面，通过系统找到垂直方向的方向图切面的峰值点，通过二次查找峰值点，即可以找到被测

件方向图的最大峰值点，再通过控制俯仰轴和水平方位轴的角度，可以保证被测件的方向

图的峰值点对准馈源来波。同时被测件测量时，也需要调整被测件的要求物理点对准馈源

来波，也可以配合激光光标，同时调整底部方位轴转台和上俯仰轴转台，达到测量时要求的
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物理点对准馈源来波。

[0024] 所述方向图的峰值点为：切面方向图主波束的最大点。

[0025] 如图1和图3所示，所述水平转台还包括底座102，所述平动滑台101设置于底座102

上。

[0026] 另外，第一、第二移动装置包括滑轨滑块、滑轨滑轮、齿条和丝杠等。

[0027] 移动装置不仅包括以上装置，同时还包括其他能够移动的移动装置。

[0028] 另外，支撑架203上具有升降装置。

[0029] 支撑架203上具有升降装置，可以调整角度转台的高度，从而调整至将被测天线参

考面或点对准馈源来波。

[0030] 所述底座102支撑着整个天线测量系统的转台，使整个天线测量系统的转台无论

是角度转台200转动时或角度转台200在水平转台  100上滑动时具有稳定性。

[0031] 如图1所示，所述底座102具有使平动滑台102水平方向转动的转动装置1021，所述

平动滑台101设于转动装置1021上。

[0032] 优选地，所述转动装置1021设于所述底座的中间位置，这个整个天线测量系统的

转台在底座102上的受力就相对均匀，所述底座  102的使用寿命就相对长。

[0033] 如图1所示，所述天线测量系统的转台还包括用于固定天线的夹具300，夹具300通

过伸缩部件与滚动装置202的另一端连接。

[0034] 夹具300不限于通过伸缩部件与滚动装置201连接，也可通过其他连接件连接，例

如：法兰或螺丝或卡扣等连接件连接。

[0035] 另外，所述天线测量系统的转台还包括激光跟踪仪或经纬仪(图中未示出)，所述

激光跟踪仪或经纬仪设置于所述角度转台200上。

[0036] 优选地，所述激光跟踪仪或经纬仪设置于所述夹具300上。

[0037] 所述激光跟踪仪或经纬仪无论设于夹具上或俯仰转台上或滚动装置上，在角度转

台200转动的时候，可以调整至将被测天线参考面或点对准馈源来波。

[0038] 另外，与所述平动滑台101同一水平面具有另一线性滑轨(图中未示出)，所述多个

线性滑轨间具有夹角a。

[0039] 优选地，所述多个线性滑轨间的夹角a的选择范围为：0°<a<180°。

[0040] 更优选地，夹角a为90°。

[0041] 所述线性滑轨可以设置于所述平动滑台101的任何位置，当夹角  a为90度，假如，

所述一条线性滑轨为X轴，支撑架203为Z轴，另一线性滑轨为Y轴，在用激光跟踪仪或两台经

纬仪标定空间坐标系的前提下，根据测量得到的被测件的方向图相位中心的(ΔX，ΔY，Δ

Z)结果，结合XYZ线性滑轨的功能，根据方向图相位中以的Δ测量结果，调整XYZ线性滑轨，

可达到Δ值的极小值，保证方向图相位中心测量结果的准确性。

[0042] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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